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摘要(译)

确定在使用医学成像检查设备的测量期间发生的干涉值。在使用医学成
像检查设备的测量期间使用电容性EKG传感器测量至少一个EKG信号。
使用确定的干扰值校正测量的EKG信号。显示或存储校正的EKG信号。
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